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Teknisi XRF – LPPT UGM



TUJUAN PENGGUNAAN XRF

UJI 
KUALITATIF

• Digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalam

sampel yang diuji.

• Dilakukan dengan mengidentifikasi panjang gelombang spesifik (WDXRF)

atau energi sinar X (EDXRF) dari setiap nomor atom elemen yang dianalisis

UJI 
KUANTITATIF

• Digunakan untuk mengetahui konsentrasi elemen atau unsur yang

terkandung di dalam sampel yang diuji.

• Dilakukan dengan metode kurva kalibrasi dan parameter fundamental serta

membutuhkan sampel standard

TIDAK BISA DILAKUKAN DI LPPT-UGM, HASIL UJI 
HANYA BERSIFAT SEMI-KUANTITATIF



QUANTITATIVE ANALYSIS

Standardless FP

Algoritma digunakan untuk
menghitung hubungan antara
intensitas dan konsentrasi tiap

elemen di dalam sampel

Hasilnya biasanya dalam 10 -
20% dari nilai sebenarnya

FP with Standard

Hubungan antara intensitas
dan konsentrasi ditentukan

menggunakan sampel
standard (jumlah absolut)

Hasilnya biasanya dalam
rentang 5 – 10% dari nilai

sebenarnya



APLIKASI UNTUK UJI XRF

SOIL SURVEYS MINING PETROLEUM INDUSTRY

SEMEN BATUAN GAMPING LOGAM



BENTUK JENIS SAMPEL XRF

METAL / ALLOY

LOOSE / GRINDIL 
POWDER

LIQUID

BULK

FUSION BEADPRESSED SAMPLEPOWDER

LEMPENG LOGAM CINCIN PENITI

YANG DIDUGA ADA 
KANDUNGAN LOGAMNYA

LIQUID

BATUAN KERIKIL

DIPREPARASI 
MENJADI LOOSE 

POWDER



PENJELASAN BENTUK SAMPEL

Sample cairan

Tipe sample yang 
diperoleh dari

lingkungan seperti
minyak dan air

Tidak
membutuhkan
preparasi yang 

rumit

Harus homogen

Sampel 
serbuk

Ukuran partikel ±
200 mesh

Ukuran partikel
mempengaruhi

hasil

Harus homogen

Sample bulk

Logam, plastic dan 
kaca atau keramik

Pelapisan 
permukaan akan 
mempengaruhi 
komposisi kimia 

yang terbaca

Permukaan harus
homogen

Pressed 
Powder

Sampel batuan, 
semen, lumpur, 
alumina, fly ash 

dan lain-lain

Agen pengikat
seperti lilin dapat
digunakan untuk

memperkuat
sample

Harus homogen

Fused Beads

Sampel batuan, 
semen, bijih besi 

dan lain-lain

Sample dicampur
dengan flux. Digesti

fluxing selalu penting
bila dibutuhkan presisi

yang tinggi

Permukaan harus
homogen



PRINSIP KERJA XRF
• Berdasarkan identifikasi dan

pencacahan karakteristik sinar-X yang

terjadi akibat efek fotolistrik

• Efek fotolistrik terjadi karena

electron dalam atom target pada

sample terkena sinar X

• Ketika sebuah foton sinar-X dengan energi

tinggi mengenai sebuah atom, electron dari

kulit K akan mengalami eksitasi

• Electron dari kulit L akan mengisi kulit K

yang kosong, energi yang dilepaskan saat

berpindah adalah energi Kα

• Electron dari kulit M akan mengisi kulit K

yang kosong, energi yang dilepaskan saat

berpindah adalah energi Kβ



SPESIFIKASI XRF DI LPPT
Product name NEX QC+ Quantez

Benefit Elemental analysis 
of solids, liquids, 
powders, alloys, and 
thin films

Technology Energy Dispersive 
XRF (EDXRF) using 
solid state detector

Core attributes 4W, 50 Kv X-Ray 
tube, SDD (Silicon-
Drift-Detector), 
analyze Al to U, 
internal thermal 
printer



PERBEDAAN EDXRF - WDXRF



ALAT DAN BAHAN

Sample Cup
Menggunakan

sample cup 
berdiameter 32 

mm yang 
berfungsi untuk
wadah sampel
cair dan loose 

powder

Thin Film / X-
Ray Film Roll
Menggunakan

thin film prolene
sebagai lapisan

pelindung
transparan untuk

melindungi
detektor dan 

tabung sinar-x 
dari sampel

Spatula
Menggunakan 

spatula berbahan 
stainless steel 
yang berfungsi 

digunakan untuk 
menuangkan 

sampel powder ke 
dalam sample cup

Alat Press
Menggunakan

sample press with 
torque wrench 
yang berfungsi

untuk melakukan
pengepressan

terhadap sampel
loose powder



PROSES PREPARASI SAMPEL



Contoh Spektra Hasil Pembacaan
LOW-Z MID-Z

HIGH-Z

Komponen Hasil
Standard 
Deviasi

Satuan

Si 97,09 0,13 mass%

K 1,779 0,095 mass%

Ca 0,784 0,039 mass%

Mn 0,125 0,002 mass%

Fe 0,140 0,001 mass%

Ni 301,7 5,6 mg/kg

Cu 142,4 5,3 mg/kg

Zn 210,2 3,9 mg/kg

Rb 93,0 2,8 mg/kg

Sr 67,3 3,8 mg/kg



Periodic Table of XRF Data



• Unsur yang tidak terdeteksi oleh XRF tetapi diyakini sebagai unsur dominan di dalam
sampel.

• diperlukan bila sampel mengandung komponen yang tidak terukur oleh XRF, seperti C,
H, O, dan N.

Balance Component



KELEBIHAN – KEKURANGAN XRF

Mudah
digunakan dan sam
ple dapat berupa
padat, serbuk dan 

cairan

Tidak merusak
sample (Non 
Destructive), 

sample utuh dan 
analisis dapat

dilakukan berulang-
ulang

Banyak unsur dapat
dianalisis sekaligus

Konsentrasi unsur 
dapat dari ppm 
hingga 100%

Tidak dapat mengetahui
senyawa apa yang dibentuk oleh 

unsur-unsur yang terkandung
dalam material yang akan kita

teliti.

KELEBIHAN

KEKURANGAN



Form Pengujian XRF di LPPT-UGM




